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В статье рассматриваются  вопросы по применению методов 
контроля для обнаружения дефектов в изделиях электроники.

Надежность является одним из основных показателей, характери-
зующих качество изделий электроники. В связи с этим качество и на-
дежность при сборке и монтаже изделий электроники нацеливают на 
использование эффективных методов диагностики скрытых дефектов. 
Они должны обеспечивать высокую информативность контроля, до-
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стоверность, возможность автоматизации анализа результатов. Наличие 
технологических дефектов в исходных материалах, полуфабрикатах и 
элементах, возникновение дефектов при сборке и монтаже конструктив-
ных элементов из материалов с различными физическими, химически-
ми и механическими характеристиками (кремний, алюминий, золото, 
медь и др.) приводит к снижению надежности изделий и ухудшению их 
технических характеристик [1,2].

В связи с наблюдаемым усложнением изделий и технологических 
процессов в современной электронной промышленности возрастает 
значение методов неразрушающего контроля (НР) микроструктуры ма-
териалов и устройств на различных стадиях их обработки и изготовле-
ния. Оптический и растровый электронный микроскопы обладают вы-
сокой разрешающей способностью, но они малопригодны для изучения 
внутренних областей непрозрачных материалов. Для анализа внутрен-
ней структуры изделий электронной техники применяются рентгеноте-
левизионные микроскопы. 

Акустические методы позволяют обнаруживать дефекты малых раз-
меров (единицы микрон) в металлических и неметаллических материа-
лах, определять размеры изделий, ориентацию и координаты дефектов, 
выявлять дефекты типа нарушений сплошности, расслоений, трещин, 
инородных включений и т. д., а также определять физико-механические 
характеристики материалов (модуль упругости, коэффициент внутреннего 
трения, твердость, зернистость и др.). Эти методы обеспечивают высокую 
разрешающую способность, точность, надежность, производительность и 
полную безопасность процесса контроля. Более 50% всех приборов нераз-
рушающего контроля, выпускаемых в настоящее время в мире, являются 
акустическими (ультразвуковые дефектоскопы, толщиномеры, приборы 
для измерения физико-механических характеристик) [2,6,10,9,8]

Для бесконтактного возбуждения и приема акустических колеба-
ний в исследуемых объектах часто используют различные термо- и оп-
тико-акустические эффекты. Если быстро нагреть какой-либо участок 
твердого тела, то другие его участки нагреваются спустя некоторое вре-
мя. Локальный нагрев изделия вызовет появление термомеханических 
напряжений и акустических волн, так как тепловое возмущение распро-
страняется значительно медленнее упругого. 

При воздействии электромагнитного излучения на объект проис-
ходят следующие физические процессы: нагрев поверхности объекта, 
диффузионный нагрев окружающей газовой среды, термоупругие де-
формации и тепловые волны в объекте. Каждый из перечисленных про-
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цессов вызывает изменение одного или нескольких параметров объекта 
или окружающей среды, которые могут служить источником информа-
ции об их теплофизических свойствах [3,4,5,7,11,12]

Термоупругие деформации объекта приводят к возникновению аку-
стических колебаний, регистрация которых осуществляется с помощью 
пьезоэлектрических датчиков, регистрация деформации области нагре-
ва - с помощью интерферометров и координатных приемников, однако в 
отличие от «мираж-эффекта» вспомогательный лазерный луч отражает-
ся от поверхности в области нагрева.
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